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Temperierbarer Probentréger

Anwendungsgebiet der Erfindung: ,

Dle Erfindung betrifft einen temperlerbaren Probentrager zZur
Durchfuhrung bio-chemischer Analysen, 1nsbesondere enzymatl-
scher Reaktionen, mit einem Probenvolumen im Ultramlkrollter—,
bereich, Die Auswertung der Analysen kamn visuell, vorzugswel-
se Jedoch durch photometrische oder fluorlmetrlsche MeBver -

fahren erfolgen,

Charakteristik der bekannten technischen Losungen:

Zur Duréhfﬁhrung chemischer Analysen im Ultramikroliterbereich
ist nacb DD 107783 ein Probentriger bekannt der aus ‘zwei im’
wesentlichen ebenen Platten aus optischen Medien besteht die
an ihren zugekehrten Flichen einander entsprechende Oberfla-
chenstrukturen aufweisen, Die btrukturlerung erfolgt mlt me -
chanischen Mitteln.

Weiterhin ist nach EP 0018435 ein Mikroanalysensystem bekannt
das zur Strukturierung der Platten chemische Mittel benutzt.
Beim Gebrauch des Probentrigers werden die zu analysierenden
Losungen auf die dafiir vorgesehenen Bereiche einer Platte und
die Testmittel aﬁf die entsprechenden Bereiche der anderen
Platte aufgebracht, die Platten mit den probentragenden Ober=-
f14ichen einander zugefiihrt und in definiertem Abstand fixiert,
Durch wiederholtes Andern des Abstandes erfolgt die Mischung.
Ausgewertet wird im Durch;icht visuell oder durch'MeBgeréte
verschiedenen Automatisierungsgradss, ‘ ' .
Zur Durchfithrung vieler, insbesondere kllnlsch-blocnenlscher.
Analysen ist das Einhalten einer vorgeschriebenen Temperatur
wihrend der Reaktionen erforderlich., Mit den bekannten Pro-

bentridgern lassen sich derartige Analysen nur durch Thermo =
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statisieren der Umgebung und'Einhélten einer Wértezeit 2wi$chen
- dem Start der Reaktlon und dem Beglnn der Messung, in der ein "
Temperaturausglelch eriolgt durchfuhren; Auch bei direktem .
Kontakt des Probentragers mit uberhelzten Vortemperlerpiatteﬁ
unmlttelbar vor elner Messung, betragt diese Wartezelt iur den
vTemperaturberelch von 30~ 40° "C einige Minuten, Das fuhrt zur Vef-
- lingerung der Analysendauer und ist ein entscheidender Nachtell
‘dieser Brobentrager bei der Messung zeltllch nichtlinearer und

schneller Reaktionen.

Zlel der Erflndung , )
'Das Ziel der Erflndung ‘besteht darln, chemische Analysen rasch

und bei verschiedenen: Temperaturen durchZufuhren. o

' Darlegung des Wesens der Erflndung. .

Der.Erfindung liegt die Aufgabe. Zugrunde, einen Probentrager
zu schaffen, der es gestattet dle Reaktanten im Probentriger
in kurzer Zelt genau zu temperleren Dabei ist die dlrekte

qualltatlve und quantltatlve Untersuchung der Reaktlon ZW1schen‘-‘

' Probe und Testmittel, insbesondere mit photometrischen und

’fluorimetrischen Methoden; wihrend des Verlaufs der Reaktion

zZu gewahrlelsten. o | >‘ |

Die Losung der Aufgabe gellngt mit” einem temperlerbaren Proben—
trager zZur Durchfuhrung chemlscher Analysen im Ultramikroliter- °
bereich, der aus zwei im wesentlichen ebenen Platten besteht,

die zumlndest an ihren einander zugekehrten Flachen einander
‘entsprechende Oberflachenstrukturen aufweisen, erfindungsgemdbB

‘dadurch daB eine der beiden Platten aus einem optischen Medium
esteht wahrend d1e andere Platte auf oder unter ihrer proben-
tragenden Oberfléche elne reflektierende Schlcht trigt und daB

‘diese Platte auf 1hrer dem optlschen System abgewandten Seite
Mlttel zur Temperierung des Probentragers pesitzt.

Die reflektierende ‘Schicht kann noch zusdtzliche Funktlonen'
ubernehmen, sie kann belsplelswelse nach Kontaktierung als eleL-
trlscher Wlderstandshelzer oder als TemperaturmeBfithler fun -
gieren,., Beide Funktlonen lassen sich durch die Wahl ‘einer ge-

'elgneten Betrlebsart auch glelchzeltlg reallsleren,‘so daB der

konstruktive Aufwand verringert wird,
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Zur Vefmeidung von Temperaturgradienten auf der probentragendén‘
Oﬁerfléche ist es insbesondere bei grdBeremn Temperaturdifférenr
zen zwischen Probentriger und Umgebung zweckm#Big, die Mittel
zZur Tempefierung inhomogen, zum Rand des Probentridgers-hin .
dichter zu verteilen, | |

Der Meruhler Zur Regelung der Temperlervorrlchtung wird vor=
‘teilhaft auf oder unmittelbar unter der probentragenden Ober-
fliche angeordnet, da nur dann die geforderte:Unabhéngigkeit
der Temperatur der Reaktanten von der Umgebungstemperatur er-
reicht werden kann, - o _

Der Gebrauch des temperierten Probentrigers erfolgt in vlelcher-
Welse wie der Gebrauch der bekannten Probentridger. Vorteilhaft
ist bei Verwendung des erflndungsgemaﬁen Probentragers die MOg=-
llchkelt der schnellen und genauen Einstellung der Temperatur
der Reaktanten. Bei der visuellen, photometrlschen wnd fluori-
metrischen Auswertung von Reaktionen dient die reflektierende
Schicht zur optischen Trennung zwischen dem System der Tempe~-
rierung und dem Strahlengang des optischen Auswertesystems. Da=-
bei wird gleichzeitig eine Verdopplung des Lichtweges durch
daS’zu analysierende'Medium realisiert. Das ist ein weiterer

Vorteil der vorgeschlagenen Losung,

Ausfithrungsbeispiel:

Die Erfindung soll nachstehend an zwei in der Zelchnung darge—

stellten Ausfuhrungsbelsplelen ndher erliutert werden, |

Es zeigen: '

Fig., 1 ~ Schnlttdarstellung durch den erflndungsgemaBen Proben-
trager mit auf der probentragenden Oberflédche ange-‘
brachter reflektierender Schicht und mit thermoelek~

trischer Temperierung

Fig, 2 = Schnittdarstellung durch den erfindungégeméBen Probeh—
trager mit unter der probentragenden Oberflache ange-
brachter reflektierender Schicht und mlt elektrischer

Widerstandsheizung

Fig, 1 zelgt ein Ausfithrungsbeispiel, bei dem- dle reflektlerende
~ Schicht 1 auf der Oberflache der uwnteren, aus gut warmeleltenden
Material bestehenden Platte 2 des Lrobentragers anbeordnet ist;

‘die obere Platte 3 besteht aus einem optischen Medium, Die pro-
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bentrégenden Oberflééhén beider Platten haben einen durch Dis~-
tanzstucke 5 deflnlerten Abstand voneinander und sind mit me-
‘ chanlschen Mittel - strukturlert so daB probentragende Berelche '
4 entstehen, zwischen denen 51ch die Reaktanten 6 beflnden.

~ Die Temperlerung erfolgt mittels eines Pelt1er-Elemente§,7.
Fig. 2 zeigt einﬂAusfﬁhrungsbeispiel, bei dem der direkte Kon-
takt.zwiéchen der reflektierenden Schicht 1 und den Reaktanfen
6 durch ?ine’dﬁnne Séhuf2schicht aus optischem Medium 8 ver-
hindert wird, Die Strukturierung der probentragenden Oberflé-
Ichen erfolgf hier"mif chemischen Mitteln, dﬁrch alfernierende
Anordnung hydrophller und hydrophober Berelche. Zur Temperle-

rung dient ein Wlderstandshelzer 9.



Erfindungsanspruch:

1.

Temperierbarér Probentriger zur Durchfiihrung chemischer Ana-

lysen im Ultramikroliterbereich, der aus zwei im wesentli -

~chen ebenen Platten besteht, die zumindest an ihren einan-

der zugekghrten Flichen eine einander entsprechende Ober -
fliachenstruktur aufweisen; gekennzeichnet dadurch, daB eine
der beiden Platten aus einem optischen Medium besteht, wih-
rend die andere Platte auf oder unter ihrer probentragenden
Oberfliche eine reflektierende Schicht trdgt und daB diese
Platte auf ihrer dem optischen System abgewandten Seite Mit-
telVZur Temperierung des Probentridgers besitzt. '
Temperierbarer Probentriger nach Punkt 1, gekenhzeichnét da;
durch, daB die reflektierende Schicht selbst als Mittel zur
Temperierung,upd/ oder als Temperaturmerﬁhler ausgebildét
ist. , ', |
Temperierbarer Probentridger nach Punkt 1, gekehnzeichnefvda;
durch, daB die Mittel zur Temperierung inhomogen iiber den |
Pfobentréger verteilt sind, o
Tempérierbarer Probentriger néch Punkt 1 und 2, gekennzeich-
net dadurch, daB der TemperaturmeBfithler zwischen den bei -
den Platten, vorzugsweise auf oder unmittelbar unter der pro-

bentragenden Oberfliche angeordnet ist.
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